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(57)【要約】
【課題】各画素の発光輝度を光センサで測定して各画素
が所要の輝度で発光するように各画素に与える表示デー
タ信号を補正する。この場合に、各光センサの検出ばら
つきの影響を受けないで補正値を得ることができるよう
にし、さらに表示実行中も補正値を修正する。
【解決手段】少なくとも２以上の画素に対して、各画素
から等距離の位置に光センサを設ける。そして一方の画
素の発光輝度と他方の画素の発光輝度を、等距離に配置
された１つの光センサで検出することで、光センサの検
出ばらつきの影響の無い補正値を算出する。さらに他の
画素に対しても、既に補正値を更新した画素を一部に用
いながら順次連鎖的に補正値を求めていくことで、表示
画面を構成する全画素について、光センサの検出ばらつ
きの影響を排除した補正値を得る。表示実行中はダミー
画素を用いて画素劣化を判定し、劣化状況に応じて補正
値を修正する。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面有効領域を形成する画素と画面有効領域外のダミー画素とを含む複数の発光画素を
有し、またそれぞれが少なくとも２以上の発光画素から等距離の位置となるように配置さ
れた複数の光センサを有する表示パネル部と、
　上記表示パネル部の各画素を、入力された表示データ信号に基づいて発光駆動する表示
駆動部と、
　上記各発光画素のそれぞれについての補正値を記憶する補正値格納部と、
　通常表示動作を行わない際に、２以上の発光画素について基準表示データ信号値でのそ
れぞれの発光輝度を、当該２以上の発光画素から等距離に配置された光センサの検出値と
して取り込み、取り込んだ各検出値に基づいて、当該２以上の発光画素のうちの一の発光
画素に対する他の発光画素の補正値を算出して当該他の発光画素についての補正値として
上記補正値格納部に格納させる補正値設定処理を、各光センサに対応する２以上の発光画
素について順次行うことで、補正値設定対象とした全発光画素の補正値を設定するととも
に、通常表示動作時には、上記補正値格納部に格納された補正値を用いて各発光画素の発
光輝度補正が行われるようにし、また所定タイミングで補正値更新処理として、上記ダミ
ー画素の発光輝度の変化値を検出し、検出した発光輝度の変化値に基づいて、上記補正値
格納部に格納された各発光画素の補正値を修正して更新する信号処理部と、
　を備えた表示装置。
【請求項２】
　画面有効領域を形成する各発光画素に与える表示データ信号値の積算値をそれぞれ格納
する積算値格納部をさらに備え、
　上記信号処理部は、画面有効領域を形成する各発光画素に与える表示データ信号値をそ
れぞれ積算して上記積算値格納部に記憶させていくとともに、
　上記補正値更新処理の際には、上記ダミー画素の発光輝度の変化値と、画面有効領域の
各発光画素について上記積算値格納部に記憶された積算値とに基づいて補正値の修正値を
求め、該修正値を用いて上記補正値格納部に格納された各発光画素の補正値を修正して更
新する請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　上記信号処理部は、上記通常表示動作時において上記補正値更新処理を行わない期間に
は、上記ダミー画素についても、上記補正値格納部に格納された補正値を用いて補正した
表示データ信号を与えて発光させるようにする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　ダミー画素の発光輝度の測定値を格納するダミー測定値格納部をさらに備え、
　上記信号処理部は、上記補正値更新処理の際に、上記ダミー画素の発光輝度を検出し、
検出した発光輝度を、上記ダミー測定値格納部に記憶された前回の補正値更新処理の際に
測定した発光輝度と比較して発光輝度の変化値を求めるととともに、上記ダミー測定値格
納部の測定値を今回の測定値に更新する処理を行う請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　上記信号処理部は、
　上記通常表示動作時において上記補正値更新処理を行わない期間には、複数の上記ダミ
ー画素のそれぞれについて、それぞれ所定の基準表示データ信号値を与えて発光させるよ
うにし、
　上記補正値更新処理の際には、それぞれの上記ダミー画素の発光輝度の変化値を、上記
積算値格納部に記憶された積算値を用いて画面有効領域の各発光画素に対応させ、各発光
画素について対応する変化値を用いて補正値の修正値を求め、該修正値を用いて上記補正
値格納部に格納された各発光画素の補正値を修正して更新する請求項２に記載の表示装置
。
【請求項６】
　上記発光画素は、有機エレクトロルミネッセンス発光素子を用いた画素である請求項１
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に記載の表示装置。
【請求項７】
　画面有効領域を形成する画素と画面有効領域外のダミー画素とを含む複数の発光画素を
有し、またそれぞれが少なくとも２以上の発光画素から等距離の位置となるように配置さ
れた複数の光センサを有する有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。
【請求項８】
　画面有効領域を形成する画素と画面有効領域外のダミー画素とを含む複数の発光画素を
有し、またそれぞれが少なくとも２以上の発光画素から等距離の位置となるように配置さ
れた複数の光センサを有する表示パネル部と、
　上記表示パネル部の各画素を、入力された表示データ信号に基づいて発光駆動する表示
駆動部と、
　上記各発光画素のそれぞれについての補正値を記憶する補正値格納部と、
　通常表示動作時には、上記補正値格納部に格納された補正値を用いて各画素の発光輝度
補正が行われるようにする信号処理部と、
　を備えた表示装置の補正値処理方法として、
　通常表示動作を行わない際に、２以上の発光画素について基準表示データ信号値でのそ
れぞれの発光輝度を、当該２以上の発光画素から等距離に配置された光センサで検出し、
当該２以上の発光画素についての各検出値に基づいて、当該２以上の発光画素のうちの一
の発光画素に対する他の発光画素の補正値を算出し、算出された補正値を、当該他の発光
画素についての補正値として上記補正値格納部に格納させる補正値設定処理を、各光セン
サに対応する２以上の発光画素について順次行うことで、補正値設定対象とした全発光画
素の補正値を設定し、
　通常表示動作時には、所定タイミングで、上記ダミー画素の発光輝度の変化値を検出し
、検出した発光輝度の変化値に基づいて、上記補正値格納部に格納された各発光画素の補
正値を修正して更新する補正値更新処理を行う補正値処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置と、表示装置における補正値処理方法に関する。また有機エレクトロ
ルミネッセンス表示パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特表２００７－５０１９５３号公報
【特許文献２】特表２００８－５１８２６３号公報
【０００３】
　例えば有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ：Electroluminescence）発光素子を用い
た表示装置など、自発光素子を用いた表示装置では、画素間の発光輝度のばらつきを無く
して画面上に生じるムラを無くすことが重要である。
　画素の発光輝度のばらつきは、パネル製造時の初期状態でも生じるが、経時変化によっ
ても生じる。
【０００４】
　上記特許文献１，２では、各画素回路内に光センサを配置して、光センサの検出値をパ
ネル内でフィードバックして発光輝度を補正する方式や、光センサからシステムにフィー
ドバックして補正する方式が開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　各画素の発光輝度を光センサで測定して、発光輝度が所要の輝度となるように画素に与
える信号値を補正することで、画素間の輝度ばらつきを解消できる。
　しかしながら、上記特許文献１，２のように、１つの画素について、その画素回路内に



(4) JP 2010-141784 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

１つのセンサを設けて輝度検出を行う方式の場合、光センサ同士の検出ばらつきが生じて
しまう。光センサ自体も初期状態或いは経時劣化により検出特性の変動があるため、各光
センサ同士での検出ばらつきは排除できない。
　すると光センサ同士のばらつきの影響が補正に表れ、適切に画素の発光輝度のばらつき
を解消することができないこととなる。
【０００６】
　本発明では、各画素の発光輝度を光センサで測定して、各画素が所要の輝度で発光する
ように各画素に与える表示データ信号を補正する方式を採る。この場合に、各光センサの
検出ばらつきの影響を受けないようにし、画面上のむらが適切に解消されるような精度の
高い補正が実行できるようにする。さらにその上で、通常の表示動作実行中も補正値が適
切に更新されるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の表示装置は、画面有効領域を形成する画素と画面有効領域外のダミー画素とを
含む複数の発光画素を有し、またそれぞれが少なくとも２以上の発光画素から等距離の位
置となるように配置された複数の光センサを有する表示パネル部と、上記表示パネル部の
各画素を、入力された表示データ信号に基づいて発光駆動する表示駆動部と、上記各発光
画素のそれぞれについての補正値を記憶する補正値格納部と、信号処理部とを備える。上
記信号処理部は、通常表示動作を行わない際に、２以上の発光画素について基準表示デー
タ信号値でのそれぞれの発光輝度を、当該２以上の発光画素から等距離に配置された光セ
ンサの検出値として取り込み、取り込んだ各検出値に基づいて、当該２以上の発光画素の
うちの一の発光画素に対する他の発光画素の補正値を算出して当該他の発光画素について
の補正値として上記補正値格納部に格納させる補正値設定処理を、各光センサに対応する
２以上の発光画素について順次行うことで、補正値設定対象とした全発光画素の補正値を
設定するとともに、通常表示動作時には、上記補正値格納部に格納された補正値を用いて
各発光画素の発光輝度補正が行われるようにし、また所定タイミングで補正値更新処理と
して、上記ダミー画素の発光輝度の変化値を検出し、検出した発光輝度の変化値に基づい
て、上記補正値格納部に格納された各発光画素の補正値を修正して更新する。
【０００８】
　また、画面有効領域を形成する各発光画素に与える表示データ信号値の積算値をそれぞ
れ格納する積算値格納部をさらに備え、上記信号処理部は、画面有効領域を形成する各発
光画素に与える表示データ信号値をそれぞれ積算して上記積算値格納部に記憶させていく
とともに、上記補正値更新処理の際には、上記ダミー画素の発光輝度の変化値と、画面有
効領域の各発光画素について上記積算値格納部に記憶された積算値とに基づいて補正値の
修正値を求め、該修正値を用いて上記補正値格納部に格納された各発光画素の補正値を修
正して更新する。
　また、上記信号処理部は、上記通常表示動作時において上記補正値更新処理を行わない
期間には、上記ダミー画素についても、上記補正値格納部に格納された補正値を用いて補
正した表示データ信号を与えて発光させるようにする。
　また、ダミー画素の発光輝度の測定値を格納するダミー測定値格納部をさらに備え、上
記信号処理部は、上記補正値更新処理の際に、上記ダミー画素の発光輝度を検出し、検出
した発光輝度を、上記ダミー測定値格納部に記憶された前回の補正値更新処理の際に測定
した発光輝度と比較して発光輝度の変化値を求めるととともに、上記ダミー測定値格納部
の測定値を今回の測定値に更新する処理を行う。
【０００９】
　また上記信号処理部は、上記通常表示動作時において上記補正値更新処理を行わない期
間には、複数の上記ダミー画素のそれぞれについて、それぞれ所定の基準表示データ信号
値を与えて発光させるようにし、上記補正値更新処理の際には、それぞれの上記ダミー画
素の発光輝度の変化値を、上記積算値格納部に記憶された積算値を用いて画面有効領域の
各発光画素に対応させ、各発光画素について対応する変化値を用いて補正値の修正値を求
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め、該修正値を用いて上記補正値格納部に格納された各発光画素の補正値を修正して更新
する。
　また上記発光画素は、有機エレクトロルミネッセンス発光素子を用いた画素である。
【００１０】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルは、画面有効領域を形成する画素と
画面有効領域外のダミー画素とを含む複数の発光画素を有し、またそれぞれが少なくとも
２以上の発光画素から等距離の位置となるように配置された複数の光センサを有する。
【００１１】
　本発明の補正値処理方法は、画面有効領域を形成する画素と画面有効領域外のダミー画
素とを含む複数の発光画素を有し、またそれぞれが少なくとも２以上の発光画素から等距
離の位置となるように配置された複数の光センサを有する表示パネル部と、上記表示パネ
ル部の各画素を、入力された表示データ信号に基づいて発光駆動する表示駆動部と、上記
各発光画素のそれぞれについての補正値を記憶する補正値格納部と、通常表示動作時には
、上記補正値格納部に格納された補正値を用いて各画素の発光輝度補正が行われるように
する信号処理部とを備えた表示装置の補正値処理方法である。そして、通常表示動作を行
わない際に、２以上の発光画素について基準表示データ信号値でのそれぞれの発光輝度を
、当該２以上の発光画素から等距離に配置された光センサで検出し、当該２以上の発光画
素についての各検出値に基づいて、当該２以上の発光画素のうちの一の発光画素に対する
他の発光画素の補正値を算出し、算出された補正値を、当該他の発光画素についての補正
値として上記補正値格納部に格納させる補正値設定処理を、各光センサに対応する２以上
の発光画素について順次行うことで、補正値設定対象とした全発光画素の補正値を設定す
る。また通常表示動作時には、所定タイミングで、上記ダミー画素の発光輝度の変化値を
検出し、検出した発光輝度の変化値に基づいて、上記補正値格納部に格納された各発光画
素の補正値を修正して更新する補正値更新処理を行う。
【００１２】
　これらの本発明では、少なくとも２以上の画素に対して、各画素から等距離の位置に光
センサを設ける。そして、一方の画素の発光輝度と、他方の画素の発光輝度を、当該等距
離に配置された１つの光センサで検出する。すると、共通の光センサで各画素の輝度検出
値が得られるため、光センサの検出ばらつきの影響の無い補正値を算出できる。つまり１
つの光センサから等距離の２以上の画素において、それらが基準表示データ信号値に対し
て同輝度の発光が行われるように補正値を得ることができる。
　これを、さらに他の画素に対しても、既に補正値を更新した画素を一部に用いながら順
次連鎖的に実行していけば、補正対象とする全画素について、光センサの検出ばらつきの
影響を排除した補正値を得ることができる。
　このような補正値設定処理は、例えばパワーオン時／パワーオフ時など、通常の表示動
作を行わない期間に行うことになる。
　一方、通常の表示動作実行中には、ダミー画素を用いて劣化の進行具合を検出し、それ
に基づいて有効画素（画面有効領域を形成する発光画素）の劣化を予測して、補正値を修
正していく。
　機器の用い方によっては、通常表示動作が長時間にわたることもある。例えば常時表示
を実行している表示装置の場合、上記のパワーオン時等の補正値の設定の機会がなかなか
訪れないという事態が生ずる。また通常の表示動作実行中は、有効画素は表示データ信号
に基づく発光動作中であるので、有効画素に補正値設定のための基準表示データ信号値を
与えることもできない。ところが長時間の表示継続により、画素の劣化が生じ、発光輝度
が変化していく。このような場合、補正値が適正な値ではなくなってしまう場合がある。
　そこで、通常の表示動作実行中は、ダミー画素を用いて劣化進行具合を判定し、それに
基づいて有効画素の劣化を予測し、補正値を修正していく。
　このようにすることで、長時間、補正値設定処理ができなくても、適宜、補正値修正更
新が行われ、適切な補正値が保持された状態とすることができる。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明によれば、画面を構成する各発光画素について、光センサの経時劣化等による検
出ばらつきの影響を排除した補正値を求めることができ、各画素の発光ばらつきを補正で
きる。従って、表示画面上に表れる輝度ムラを適切に解消できる。
　さらに通常の表示動作実行中にも、逐次補正値を修正する補正値更新処理が行われる。
このため、長時間、パワーオン時等の補正値設定処理ができなくても、補正値が修正され
ることになり、各画素の劣化の進行等による画面上の輝度ムラ等の発生を抑えることがで
きる。これらのことから、高品質な表示画像を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態としての有機ＥＬ表示装置を説明していく。説明は次の順序
で行う。
［１．有機ＥＬ表示装置の構成］
［２．パワーオン／オフ時の補正係数設定処理］　
［３．補正係数設定処理例］
［４．通常の表示動作実行中の処理］
［５．第１の補正係数更新処理例］
［６．第２の補正係数更新処理例］
［７．変形例］
【００１５】
［１．有機ＥＬ表示装置の構成］

　図１に実施の形態の表示装置１の要部の構成を示す。
　本例の表示装置１は、有機ＥＬ素子を発光素子として用いるディスプレイパネルとして
有機ＥＬパネル５を有する。有機ＥＬパネル５は、ゲートドライバ３及びデータドライバ
４によって表示駆動される。
【００１６】
　そして有機ＥＬパネル５に対して供給する表示データ信号について処理を行う部位とし
て、信号処理部２が設けられる。信号処理部２は、入力信号として表示データ信号が入力
されると、その入力信号に対して例えば信号値補正などの所要の処理を行い、処理後の表
示データ信号をデータドライバ４に出力する。また垂直同期信号、水平同期信号をゲート
ドライバ３及びデータドライバ４に供給する。
【００１７】
　メモリ部６は、信号処理部２が補正処理に用いる各種情報を記憶する。例えば不揮発性
メモリ等で構成される。
　メモリ部６においては、記憶領域として、ダミー測定値格納部６ａ、補正係数格納部６
ｂ、画素信号積算値格納部６ｃが設けられる。
　ダミー測定値格納部６ａは、有機ＥＬパネル５に形成されている後述するダミー画素に
ついての発光輝度の測定値を格納する。
　補正係数格納部６は、有機ＥＬパネル５における各画素に対応した補正値として補正係
数を格納する。この補正係数は、画素間の輝度ばらつきを解消するために設定された補正
係数である。
　画素信号積算値格納部６ｃは、各画素に与える表示データ信号値の積算値を格納する。
各画素毎に例えば毎フレーム、又は所定間隔毎に、信号処理部２が表示データ信号値を積
算していく。これは、或る期間において各画素に与える表示データ信号値の平均値を求め
るための情報となり、また、その平均値は各画素毎に発光輝度の劣化の進行具合を予測さ
せる情報とされる。
【００１８】
　通常の表示動作時には、信号処理部２は、補正係数格納部６ｂに格納された補正係数を
用いて各画素の発光輝度補正が行われるようにする。例えば信号処理部２は、各画素に与
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える表示データ信号の信号値を、補正係数格納部６ｂに記憶された補正係数によって補正
した上で、データドライバ４に出力する。表示データ信号値の補正処理としては、例えば
、或る画素に対する表示データ信号値（発光輝度としての階調値）について、その画素に
対して設定されている補正係数を乗算する処理などを行う。
　なお、補正係数格納部６ｂに格納する補正値は乗算係数に限られず、例えば表示データ
信号値に対して加減算を行う補正値などでもよい。
　或いは補正係数格納部６ｂに格納する補正値は、表示データ信号の階調値自体を補正す
るものではなく、例えばデータドライバ４、ゲートドライバ３によって制御される画素回
路の発光時間の制御値などであってもよい。その場合、信号処理部２は、補正値に基づい
た発光期間制御信号をゲートドライバ３、データドライバ４に与えればよい。
　いずれにしても補正係数格納部６ｂに格納する補正値は、各画素毎に発光輝度を調整す
るための値であればよい。
【００１９】
　信号処理部２が例えば表示データ信号に補正係数を乗算して補正を行ってデータドライ
バ４に出力することで、画素間の発光輝度ばらつきが解消され、表示画面上で輝度ムラが
生じないようにされる。
　仮に全画素を同一の表示データ信号値（階調値）で発光させると、本来は画面上では輝
度ムラは生じないはずであるが、実際には各画素の経時劣化の進行具合等により、各画素
には発光輝度ムラが生じる。
　そのような各画素間の輝度ばらつきを解消する補正係数が設定され、補正係数格納部６
に記憶されていれば、信号処理部２がその補正係数を用いて表示データ信号値の補正を行
うことで、画面上の輝度ムラが解消されることになる。
【００２０】
　検出信号生成部７は、後述するように有機ＥＬパネル５に多数配置されている光センサ
で得られる検出値を信号処理部２に供給する。例えば各光センサの検出値をデジタルデー
タとして信号処理部２に供給する。
　信号処理部２は、後述するように、有機ＥＬパネル５内に多数配置されている光センサ
の検出値を用いて補正係数格納部６に記憶されている補正係数の設定を行う。例えばパワ
ーオンの際などに補正係数設定処理を行う。その際、信号処理部２は検出信号生成部７か
ら、所定の光センサの検出値を取り込むことになる。
　また信号処理部２は、逐次所定時点（例えば一定時間毎など）に、補正係数を修正する
補正係数更新処理を行う。この場合も、信号処理部２は検出信号生成部７から、所定の光
センサ（ダミー画素に対する光センサ）の検出値を取り込むことになる。
【００２１】
　図２、図３を参照して有機ＥＬパネル５、及び有機ＥＬパネル５の駆動を行うゲートド
ライバ３、データドライバ４について述べる。
　図２に有機ＥＬパネル５、ゲートドライバ３、データドライバ４の構成の一例を示す。
有機ＥＬパネル５は、有機ＥＬ素子を発光素子とし、アクティブマトリクス方式で発光駆
動を行う画素回路１０を含むものである。
【００２２】
　図２に示すように、有機ＥＬディスプレイパネルモジュール３は、画素回路１０が列方
向と行方向にマトリクス状に配列された画素アレイとして構成される。なお、画素回路１
０には「Ｒ」「Ｇ」「Ｂ」を付しているが、これはＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の各色
の発光画素であることを示している。
【００２３】
　そして各画素回路１０を駆動するため、データドライバ４と、ゲートドライバ３が設け
られる。ゲートドライバ３はドライブスキャナ１１とライトスキャナ１２を備える。
　またデータドライバ４により選択され、表示データ信号の信号値（階調値）に応じた電
圧を画素回路１０に供給する信号線ＤＴＬ１、ＤＴＬ２・・・が、画素アレイ上で列方向
に配されている。信号線ＤＴＬ１、ＤＴＬ２・・・は、画素アレイにおいてマトリクス配
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置された画素回路１０の列数分だけ配される。
【００２４】
　また画素アレイ上に、行方向に書込制御線ＷＳＬ１，ＷＳＬ２・・・、電源制御線ＤＳ
Ｌ１，ＤＳＬ２・・・が配されている。これらの書込制御線ＷＳＬ及び電源制御線ＤＳＬ
は、それぞれ、画素アレイにおいてマトリクス配置された画素回路１０の行数分だけ配さ
れる。
　書込制御線ＷＳＬ（ＷＳＬ１，ＷＳＬ２・・・）はライトスキャナ１２により駆動され
る。ライトスキャナ１２は、設定された所定のタイミングで、行状に配設された各書込制
御線ＷＳＬ１，ＷＳＬ２・・・に順次、走査パルスＷＳ（ＷＳ１，ＷＳ２・・・）を供給
して、画素回路１０を行単位で線順次走査する。
　電源制御線ＤＳＬ（ＤＳＬ１，ＤＳＬ２・・・）はドライブスキャナ１１により駆動さ
れる。ドライブスキャナ１１は、ライトスキャナ１２による線順次走査に合わせて、行状
に配設された各電源制御線ＤＳＬ１，ＤＳＬ２・・・に駆動電位（Ｖｃｃ）、初期電位（
Ｖｉｎｉ）の２値に切り替わる電源電圧としての電源パルスＤＳ（ＤＳ１，ＤＳ２・・・
）を供給する。
　データドライバ４は、ライトスキャナ１２による線順次走査に合わせて、列方向に配さ
れた信号線ＤＴＬ１、ＤＴＬ２・・・に対して、画素回路１０に対する入力信号としての
信号電位（Ｖｓｉｇ）と基準電位（Ｖｏｆｓ）を供給する。
【００２５】
　図３に画素回路１０の構成例を示している。この画素回路１０が、図２の構成における
画素回路１０のようにマトリクス配置される。なお、図３では簡略化のため、信号線ＤＴ
Ｌと書込制御線ＷＳＬ及び電源制御線ＤＳＬが交差する部分に配される１つの画素回路１
０のみを示している。
【００２６】
　この画素回路１０は、発光素子である有機ＥＬ素子１５と、１個の保持容量Ｃｓと、サ
ンプリングトランジスタＴｒＳ、駆動トランジスタＴｒＤとしての２個の薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）とで構成されている。サンプリングトランジスタＴｒＳ、駆動トランジスタ
ＴｒＤはｎチャネルＴＦＴとされている。
【００２７】
　保持容量Ｃｓは、一方の端子が駆動トランジスタＴｒＤのソースに接続され、他方の端
子が同じく駆動トランジスタＴｒＤのゲートに接続されている。
　画素回路１０の発光素子は例えばダイオード構造の有機ＥＬ素子１５とされ、アノード
とカソードを備えている。有機ＥＬ素子１５のアノードは駆動トランジスタＴｒＤのソー
スｓに接続され、カソードは所定の接地配線（カソード電位Ｖｃａｔｈ）に接続されてい
る。
　サンプリングトランジスタＴｒＳは、そのドレインとソースの一端が信号線ＤＴＬに接
続され、他端が駆動トランジスタＴｒＤのゲートに接続される。またサンプリングトラン
ジスタＴｒＳのゲートは書込制御線ＷＳＬに接続されている。
　駆動トランジスタＴｒＤのドレインは電源制御線ＤＳＬに接続されている。
【００２８】
　有機ＥＬ素子１５の発光駆動は、基本的には次のようになる。
　信号線ＤＴＬに信号電位Ｖｓｉｇが印加されたタイミングで、サンプリングトランジス
タＴｒＳが書込制御線ＷＳＬによってライトスキャナ１２から与えられる走査パルスＷＳ
によって導通される。これにより信号線ＤＴＬからの入力信号Ｖｓｉｇが保持容量Ｃｓに
書き込まれる。駆動トランジスタＴｒＤは、ドライブスキャナ１１によって駆動電位Ｖｃ
ｃが与えられている電源制御線ＤＳＬからの電流供給により、保持容量Ｃｓに保持された
信号電位に応じた電流ＩELを有機ＥＬ素子１５に流し、有機ＥＬ素子１５を発光させる。
【００２９】
　つまり、各フレーム期間において、画素信号値（階調値）が保持容量Ｃｓに書き込まれ
る動作が行われるが、これにより、階調値によって駆動トランジスタＴｒＤのゲート－ソ
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ース間電圧Ｖｇｓが決まる。駆動トランジスタＴｒＤは飽和領域で動作することで有機Ｅ
Ｌ素子１５に対して定電流源として機能し、ゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに応じた電流Ｉ
ELを有機ＥＬ素子１５に流す。これによって有機ＥＬ素子１５では、階調値に応じた輝度
の発光が行われる。
【００３０】
　各画素回路１０に与えられる信号電位Ｖｓｉｇは、その画素に対する表示データ信号値
に応じた電圧である。上述のように信号処理部２は、補正係数格納部６ｂに記憶された各
画素回路１０についての補正係数を用いて、各画素に対する表示データ信号値を補正して
データドライバ４に供給する。
　このため、各画素回路１０毎に、入力信号電位Ｖｓｉｇに対する発光輝度のばらつきが
あったとしても、入力信号電位Ｖｓｉｇ自体が補正されていることにより、各画素回路１
０においては、それぞれ求められる本来の輝度の発光が行われる。これによって画面表示
上での輝度ムラが解消されることになる。
【００３１】
［２．パワーオン／オフ時の補正係数設定処理］　

　ところで、そのように表示データ信号の信号値補正によって画面上での輝度ムラを解消
させるためには、補正係数が適切に設定されていることが前提となる。
　特に各画素回路１０毎の発光輝度のばらつき具合は、経時劣化によっても変化するため
、補正係数格納部６ｂに記憶された補正係数も、適宜更新されていかなければ、常に輝度
ムラのない高品質な画面表示を行うことができない。
【００３２】
　本実施の形態の表示装置１では、例えばパワーオンにより起動される際、又はパワーオ
フで終了処理を行う際の一方又は両方で、補正係数の設定処理を行い、補正係数格納部６
ｂに記憶されている補正係数を、その時点で適切な値に設定する。
【００３３】
　図４（ａ）（ｂ）にパワーオン時の処理及びパワーオフ時の処理を示している。
　ユーザの操作、もしくはシステム接続された機器からの指令、或いは表示装置１内部の
タイマー機能などにより、図１には示していない表示装置１の制御部が、パワーオン要求
の発生を認識すると、図４（ａ）の処理が行われる。
　即ち図示しない制御部は、ステップＦ１０１として、電源回路から各部への電源供給を
開始させると共に、所要の起動処理を行う。また制御部は、信号処理部２に補正係数設定
処理を指示する。
【００３４】
　信号処理部２はステップＦ１０２として、有機ＥＬパネル５におけるＲ画素についての
補正係数設定処理を行う。
　この補正係数設定処理は、例えば少なくとも有効画像領域における全Ｒ画素を補正値設
定処理の対象として行い、当該全Ｒ画素についての補正係数格納部６ｂに格納される補正
係数の設定を行う処理である。
　またステップＦ１０３でＧ画素についての補正係数設定処理を行う。
　この補正係数設定処理は、例えば少なくとも有効画像領域における全Ｇ画素を補正値設
定処理の対象として行い、当該全Ｇ画素についての補正係数格納部６ｂに格納される補正
係数の設定を行う処理である。
　さらにステップＦ１０４としてＢ画素についての補正係数設定処理を行う。
　この補正係数設定処理は、例えば少なくとも有効画像領域における全Ｂ画素を補正値設
定処理の対象として行い、当該全Ｂ画素についての補正係数格納部６ｂに格納される補正
係数の設定を行う処理である。
　これらの補正係数設定処理により、補正係数格納部６ｂに格納されている、各画素回路
１０毎の補正係数がその時点で適切な値に設定されたことになる。具体的な補正係数設定
処理例については後述する。
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【００３５】
　これらの補正係数設定処理が終了したら、ステップＦ１０５で通常表示を開始する。即
ち信号処理部２は、入力される表示データ信号の信号値について、それぞれ画素単位で補
正係数を補正係数格納部６ｂから読み出し、信号値を補正してデータドライバ４に供給す
る動作を開始する。
　これによって通常の表示状態においては、最新の補正係数によって補正された表示デー
タ信号に基づき、輝度ムラのない表示動作が行われる。
【００３６】
　このようなパワーオン時（起動時）ではなく、或いはパワーオン時に加えて、パワーオ
フ時に補正係数の設定処理を行っても良い。
　例えば制御部は、ユーザ操作、タイマー機能、システム接続機器からの指示等として、
表示装置１の電源オフの要求が発生した場合に、図４（ｂ）の処理を行う。
　まずステップＦ２０１で、信号処理部２に対して通常の表示動作を終了させる指示を行
う。また制御部は、信号処理部２に補正係数設定処理を指示する。
　信号処理部２はステップＦ２０２として、有機ＥＬパネル５におけるＲ画素についての
補正係数設定処理を行う。またステップＦ２０３でＧ画素についての補正係数設定処理を
行い、さらにステップＦ２０４としてＢ画素についての補正係数設定処理を行う。
　これらの補正係数設定処理により、補正係数格納部６ｂに格納されている各画素回路１
０毎の補正係数がその時点で適切な値に設定される。
　その後制御部はステップＦ２０５で、所要の終了処理を行い、また電源回路に各部への
電源供給を停止させる指示を行って電源オフ状態とする。
【００３７】
　以上の図４（ａ）又は図４（ｂ）のいずれかの処理が少なくとも行われることで、補正
係数格納部６に記憶された補正係数は、適宜更新設定されることになり、通常表示動作時
には各画素の経時劣化にも対応した発光輝度補正が実現される。
【００３８】
［３．補正係数設定処理例］

　以下、具体的な補正係数設定処理例について説明していく。なお、図４（ａ）（ｂ）で
は、Ｒ、Ｇ、Ｂの各画素群について順次補正係数設定処理を行うとしたが、補正係数設定
処理自体は同様であるため、以下ではＲ画素群に対する補正係数設定処理についてのみ述
べる。即ち図４（ａ）のステップＦ１０２又は図４（ｂ）のステップＦ２０２の処理であ
る。ステップＦ１０３，Ｆ１０４、又はステップＦ２０３，Ｆ２０４の処理は、対象とす
る画素群及び使用する光センサが異なるのみで、以下説明する補正係数設定処理が同様に
行われると理解すればよい。
【００３９】
　補正係数設定処理を図５～図７により説明する。
　まず図５、図６で画素及び光センサの配置を説明する。
　図５は有機ＥＬパネル５の画素アレイでの画素及び光センサの配置を模式的に示してい
る。方形で示すＲ画素、Ｇ画素、Ｂ画素は、それぞれ図２，図３で説明した画素回路１０
に相当する。
　当該画素アレイでは、Ｒ画素、Ｇ画素、Ｂ画素の３つの画素によるユニットが、垂直方
向にＭ個、水平方向にＮ個配設されているとする。
　第１行目で第１列（ユニット単位の先頭列）のＲ画素、Ｇ画素、Ｂ画素を、画素Ｒ１１
，Ｇ１１，Ｂ１１とする。
　第１行目で第Ｎ列（ユニット単位の最終列）のＲ画素、Ｇ画素、Ｂ画素を、画素Ｒ１N

，Ｇ１N，Ｂ１Nとする。
　第Ｍ行目（最終行）で第１列のＲ画素、Ｇ画素、Ｂ画素を、画素ＲM１，ＧM１，ＢM１
とする。
　第Ｍ行目で第Ｎ列のＲ画素、Ｇ画素、Ｂ画素を、画素ＲMN，ＧMN，ＢMNとする。
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【００４０】
　但し、ここで破線で示す範囲ＡＡが、有効画素領域であり、この有効画素領域ＡＡに含
まれる画素が、実際の表示に用いる有効画素である。
　この例の場合、ユニット単位の最終列であるＲ画素（Ｒ１N～ＲMN）、Ｇ画素（Ｇ１N～
ＧMN）、Ｂ画素（Ｂ１N～ＢMN）は、有効画素領域ＡＡ外とされており、これがダミー画
素とされる。
【００４１】
　本実施の形態では、上記のように例えばパワーオンの際などの補正係数設定処理を行う
が、これは補正係数設定処理は、通常表示実行中にはできないためである。
　一方、通常の表示動作実行中には、例えば一定時間間隔毎に、後述する補正係数更新処
理を行う。これは通常の表示動作が長時間に及んでも、つまり、補正係数設定処理を行う
機会がなかなか訪れなくても、適宜補正係数を修正していくことで、補正係数が画素劣化
へ的確に対応した値となるようにする処理である。ダミー画素は、この通常の表示動作実
行中の補正係数更新処理の際に用いる画素となる。
【００４２】
　なお、表示動作実行中に行う補正係数更新処理については、第１，第２の補正係数更新
処理として後述するが、第１の補正係数更新処理を採用する場合は、ダミー画素は、Ｒ、
Ｇ、Ｂそれぞれについて最低１つあれば足りる。例えば画素Ｒ１N，Ｇ１N，Ｂ１Nをダミ
ー画素として使用する。
　しかしながら、パネル製造プロセス上の都合により、余分な他のダミー画素を含めて１
列分のダミー画素を形成することはかまわない。
　また、第１の補正係数更新処理の変形例や、第２の補正係数更新処理として、Ｒ、Ｇ、
Ｂそれぞれについて複数のダミー画素を用いる例も述べる。
　また図５の例では、ダミー画素はＲ、Ｇ、Ｂそれぞれの最終列の画素としたが、以上の
ことから、少なくとも１つ（Ｒ、Ｇ、Ｂで合計３つ）のダミー画素を形成する場合もある
し、ダミー画素の位置は有効画素領域ＡＡ外とする位置ならどこでも良い。例えば先頭列
側、或いは先頭行又は最終行の画素としてもよい。
【００４３】
　この図５のような画素アレイにおいて、○で示す画素補正センサが、上下の同色画素か
ら等距離の位置に配置され、また、●で示す列補正センサが、第１行目の上側において、
異なる列の同色画素から等距離の位置に配置されている。
　なお、○で示す「画素補正センサ」と●で示す「列補正センサ」とは、説明の便宜上、
区別しているにすぎず、同一の構造の光センサでよい。もちろん異なる構造であってもよ
い。
【００４４】
　図６は、図５の一部として画素Ｒ１１～Ｂ４３の範囲を拡大して示している。
　列補正センサＳ０１、Ｓ０２、Ｓ０３・・・、及び画素補正センサＳ１１、Ｓ１２、Ｓ
１３・・・が、図のように配設されている。
　この例では、１つの画素補正センサは、２つの画素から等距離の位置に配置される。例
えば画素補正センサＳ１１は、画素Ｒ１１，Ｒ２１の中間位置とされる。また画素補正セ
ンサＳ２１は、画素Ｒ２１とＲ３１の中間位置とされる。
　即ち列方向に隣接する２つのＲ画素から等距離の位置に、それぞれ画素補正センサが配
置されている。Ｇ画素の列、Ｂ画素の列についても同様である。
　この画素補正センサは、上下に隣接する画素同士の間で相対的な発光輝度の差分を検出
するものとされる。
【００４５】
　また１つの列補正センサは、異なる列の２つの同色画素から等距離の位置に配置される
。例えば列補正センサＳ０１は、画素Ｒ１１，Ｒ１２から等距離の位置とされる。また画
素補正センサＳ０４は、画素Ｒ１２とＲ１３から等距離の位置とされる。
　またＧ画素の列、Ｂ画素の列についても同様に列補正センサが設けられる。例えば列補
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正センサＳ０２は、画素Ｇ１１とＧ１２から等距離の位置とされ、列補正センサＳ０３は
画素Ｂ１１とＢ１２から等距離の位置とされる。
　この列補正センサは、異なる列の同色画素同士の間で相対的な発光輝度の差分を検出す
るものとされる。
【００４６】
　このような配置においては、画素補正センサから見れば、それぞれが２つの画素に対応
することになる。例えば画素補正センサＳ１１は、画素Ｒ１１とＲ２１の輝度検出用の光
センサとなる。また画素補正センサＳ２１は、画素Ｒ２１とＲ３１の輝度検出用の光セン
サとなる。
　一方、画素側から見れば、第１行及び第Ｍ行以外の画素については、各画素に２つの画
素補正センサが対応することになる。例えば画素Ｒ２１から見れば、画素補正センサＳ１
１とＳ２１が対応する。
　第１行の各画素は、１つの画素補正センサと１つまたは２つの列補正センサが対応する
。例えば画素Ｒ１１から見れば、画素補正センサＳ１１と列補正センサＳ０１が対応する
。また画素Ｒ１２は、画素補正センサＳ１４と列補正センサＳ０１、Ｓ０４が対応する。
【００４７】
　このような対応関係は、特定の一つの基準画素（例えばＲ画素群については画素Ｒ１１
とする）を起点として、全ての画素（ダミー画素ＲMNまでの全Ｒ画素）が、光センサ（画
素補正センサまたは列補正センサ）を介して橋渡しされているような状態を形成する。
　Ｇ画素群、Ｂ画素群も同様である。例えばＧ画素群は、基準画素Ｇ１１から、ダミー画
素ＧMNまでの全Ｇ画素が、光センサで橋渡しされているような状態である。
　ここで橋渡しという表現は単なる説明上のイメージである。具体的には、２つの画素が
共通の光センサで輝度検出されていくことが、順次各光センサについて繰り返されること
で、同色の全画素の、基準画素からみた相対的な発光輝度差分を、各光センサの検出ばら
つきを排除して得られる構成であることを示している。
【００４８】
　このように画素及び光センサ（画素補正センサと列補正センサ）を配設することで実現
できる補正係数設定処理を説明する。
【００４９】
　補正係数設定処理の概略は次の（１）～（６）のとおりである。
　（１）基準画素を基準表示データ信号値で点灯させ、その上または下の光センサで測定
を行なう。基準画素はパネル内の任意の画素とする。基準表示データ信号値とは、或る特
定の階調値である。全画素に基準表示データ信号値を与えて画素毎の発光輝度の差を検出
するためである。また基準画素は、本例ではＲ画素群については画素Ｒ１１とする。
　例えば最初に、基準画素Ｒ１１としての画素回路１０に、基準表示データ信号値による
信号電位Ｖｓｉｇを与えて発光させ、発光輝度を画素補正センサＳ１１で検出する。
【００５０】
　（２）当該検出を行った光センサに隣接する反対側の画素を基準表示データ信号で点灯
させて測定を行なう。即ち、例えば次に、画素Ｒ２１としての画素回路１０に、基準表示
データ信号値による信号電位Ｖｓｉｇを与えて発光させ、発光輝度を同じく画素補正セン
サＳ１１で検出する。
【００５１】
　（３）画素間の輝度差分から補正係数設定を行う。例えば上記（１）（２）により、画
素Ｒ１１，Ｒ２１の輝度が、共通の画素補正センサＳ１１で得られたことになる。そこで
、その検出値から、基準画素Ｒ１１に対する画素Ｒ２１の検出値の差分（比）から、補正
係数が算出できる。即ち、基準画素Ｒ１１と同一の輝度で画素Ｒ２１を発光させるように
するための補正値である。そして算出された補正係数を、画素Ｒ２１についての補正係数
として補正係数格納部６ｂに記憶する。
【００５２】
　（４）次に、補正係数を更新した画素を基準にして、次の画素の補正係数を設定する。
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例えば先に補正係数を設定した画素Ｒ２１を基準にして、画素Ｒ３１の補正係数を設定す
る。このため、画素Ｒ２１とＲ３１の間で、上記（１）（２）（３）の処理を行う。
　まず画素Ｒ２１を基準表示データ信号値で発光させ、画素補正センサＳ２１で発光輝度
を検出する。但し、この場合は、画素Ｒ２１に対しては、先に設定した補正係数による補
正を行った基準表示データ信号値を与えることとなる。
　次に、画素Ｒ３１を基準表示データ信号値で発光させ、画素補正センサＳ２１で発光輝
度を検出する。
　そして画素間の輝度差分から補正係数設定を行う。即ち画素Ｒ２１，Ｒ３１の輝度が、
共通の画素補正センサＳ２１で得られたことになるため、画素Ｒ２１に対する画素Ｒ３１
の検出値の差分（比）から、補正係数を算出する。即ち、画素Ｒ２１と同一の輝度で画素
Ｒ３１を発光させるようにするための補正値である。そして算出された補正係数を、画素
Ｒ３１についての補正係数として補正係数格納部６ｂに記憶する。ここで、画素Ｒ２１に
ついては、先に設定した補正係数を反映させた基準表示データ信号値で発光させているた
め、今回求められた画素Ｒ３１の補正係数は、基準画素Ｒ１１と同一の輝度で画素Ｒ３１
を発光させるための補正値となる。
【００５３】
　（５）以下、列方向に順次同様の処理を行い、列方向の各画素（Ｒ４１～ＲM１）につ
いて、それぞれ補正係数を求め、補正係数格納部６ｂに記憶する。
【００５４】
　（６）次に、他の列の画素について補正係数設定を行う。例えば基準画素Ｒ１１と画素
Ｒ１２の間で、列補正センサＳ０１を用いて、上記（１）（２）（３）と同様の処理を行
う。すると、画素Ｒ１２について、基準画素Ｒ１１と同一の輝度で画素Ｒ１２を発光させ
るための補正係数を得ることができる。
　画素Ｒ１２の補正係数が設定できたら、次に画素Ｒ１２とＲ２２の間で、上記（４）の
処理を行う。これにより、画素Ｒ２２についても、基準画素Ｒ１１と同一の輝度で画素Ｒ
２２を発光させるための補正係数を得ることができる。
　以下、Ｒ３２～ＲＭ２についても同様の処理を繰りかえす。
【００５５】
　以上のような処理を、ダミー画素ＲMNの補正係数設定まで行うことで、全Ｒ画素につい
て、同一の表示データ信号が与えられたときに、基準画素Ｒ１１と同一の輝度で発光させ
るための補正係数が得られたことになる。
【００５６】
　図４（ａ）のステップＦ１０２、または図４（ｂ）のステップＦ２０２として、このよ
うなＲ画素群についての補正係数設定処理を実現する信号処理部２の処理例を図７に示す
。
　まず信号処理部２は、ステップＦ３００で補正係数格納部６ｂにおける全Ｒ画素につい
ての補正係数をクリアする。次にステップＦ３０１で、処理対象の画素を指定する変数ｍ
，ｎについてｍ＝１、ｎ＝１とする。
【００５７】
　ステップＦ３０２では、信号処理部２は、画素Ｒｍｎについて、特定の階調値Ｘに相当
する基準表示データ信号（以下「基準信号Ｘ」）を与えて発光させる。なお、このステッ
プＦ３０２では、当該画素Ｒｍｎについて、補正係数格納部６ｂに記憶されている補正係
数による補正を与える。但し、最初はｍ＝１、ｎ＝１であり、画素Ｒｍｎ＝基準画素Ｒ１
１となり、また補正係数はクリアされている。従って、基準画素Ｒ１１に対して、基準信
号Ｘをそのまま与えることになる。具体的には、データドライバ４に基準信号Ｘを供給す
るとともに、ゲートドライバ３及びデータドライバ４に、画素Ｒ１１の発光を指示する。
【００５８】
　ステップＦ３０３では、信号処理部２は、発光させた画素Ｒｍｎの下側の画素補正セン
サの検出値を、検出信号生成部７から取り込んで信号処理部２の内部で記憶する。この場
合、基準画素Ｒ１１の下側の画素補正センサＳ１１の検出値を取り込むことになる。
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【００５９】
　次に信号処理部２はステップＦ３０４で、変数ｍをインクリメントし、ステップＦ３０
５で、画素Ｒｍｎについて、基準信号Ｘを与えて発光させる。なお、このステップＦ３０
５は、データドライバ４に供給する基準信号Ｘについて補正は行わない。この場合、ｍ＝
２とされているため、画素Ｒ２１を基準信号Ｘで発光させることになる。
　ステップＦ３０６では、信号処理部２は、発光させた画素Ｒｍｎの上側の画素補正セン
サの検出値を、検出信号生成部７から取り込んで信号処理部２の内部で記憶する。この場
合、画素Ｒ２１の上側の画素補正センサＳ１１の検出値を取り込むことになる。つまり上
記ステップＦ３０３と同一の画素補正センサＳ１１の検出値である。
【００６０】
　信号処理部２は、ステップＦ３０７で、上記ステップＦ３０３及びＦ３０６で取り込ん
だ両検出値を用いて補正係数を算出する。即ちこの場合、両検出値とは、画素Ｒ１１、Ｒ
２１について画素補正センサＳ１１で検出した発光輝度の値である。
　この両検出値の差分または比から、画素Ｒ２１を、基準画素Ｒ１１と同一の輝度で発光
させるための補正係数を得ることができる。
　そしてステップＦ３０８では、算出された補正係数を、画素Ｒ２１についての補正係数
として補正係数格納部６ｂに記憶する。
　ここまでの処理で、基準画素Ｒ１１を基準とした画素Ｒ２１の補正係数が設定できたこ
とになる。
【００６１】
　信号処理部２は、ステップＦ３０９で変数ｍ＝Ｍであるか否かを確認する。上述のよう
に「Ｍ」は最終行の値である。つまりステップＦ３０９は、現在の列の最終行の画素まで
、補正係数の設定が終えたか否かを確認する処理である。
　上記のように画素Ｒ２１の補正係数設定を行った時点では、まだ補正係数未設定の下方
の画素が存在するため、ステップＦ３０２に戻る。
【００６２】
　この場合、ステップＦ３０２で信号処理部２は、画素Ｒｍｎ（つまり画素Ｒ２１）につ
いて、基準信号Ｘを与えて発光させる。このときは、当該画素Ｒｍｎ（＝Ｒ２１）につい
て、先に補正係数格納部６ｂに記憶させた補正係数による補正を与える。従って、この時
点で画素Ｒ２１は、基準画素Ｒ１１と同じ発光輝度で発光していることになる。
　そしてステップＦ３０３で信号処理部２は、発光させた画素Ｒｍｎ（＝Ｒ２１）の下側
の画素補正センサ、つまり今度は画素補正センサＳ２１の検出値を、検出信号生成部７か
ら取り込んで信号処理部２の内部で記憶する。
【００６３】
　次に信号処理部２はステップＦ３０４で、変数ｍをインクリメントし、ステップＦ３０
５で、画素Ｒｍｎについて、基準信号Ｘ（無補正）を与えて発光させる。この場合、ｍ＝
３とされているため、画素Ｒ３１を基準信号Ｘで発光させることになる。
　ステップＦ３０６では、信号処理部２は、発光させた画素Ｒｍｎの上側の画素補正セン
サの検出値を、検出信号生成部７から取り込んで信号処理部２の内部で記憶する。この場
合、基準画素Ｒ３１の上側の画素補正センサＳ２１の検出値を取り込むことになる。つま
り直前のステップＦ３０３と同一の画素補正センサＳ２１の検出値である。
【００６４】
　信号処理部２は、ステップＦ３０７で、上記ステップＦ３０３及びＦ３０６で取り込ん
だ両検出値を用いて補正係数を算出する。即ちこの場合、両検出値とは、画素Ｒ２１、Ｒ
３１について画素補正センサＳ２１で検出した発光輝度の値である。
　この両検出値の差分または比から、画素Ｒ３１を、画素Ｒ２１と同一の輝度（つまり基
準画素Ｒ１１と同一輝度）で発光させるための補正係数を得ることができる。
　そしてステップＦ３０８では、算出された補正係数を、画素Ｒ３１についての補正係数
として補正係数格納部６ｂに記憶する。
【００６５】
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　以上のステップＦ３０２～Ｆ３０８の処理を、当該列の最終行の画素ＲM１の補正係数
が設定されるまで繰り返していく。
　そして画素ＲM１の補正係数が設定された直後のステップＦ３０９では、変数ｍ＝Ｍと
なり、この場合、ステップＦ３１０に進んで、現在が最終列（第Ｎ列）の処理を終了した
のか否かを確認する。即ち変数ｎ＝Ｎであるか否かを確認する。
【００６６】
　上記のように第１列のＲ画素（Ｒ１１～ＲM１）までの補正係数設定を終えた時点では
、第２列以降のＲ画素が残っている。この時点で変数ｎ＝１であって、Ｎではないためス
テップＦ３１１に進む。
　信号処理部２は、まず変数ｍの値をｍ＝１とする。そしてステップＦ３１２で画素Ｒｍ
ｎ（つまりこの場合、基準画素Ｒ１１）について、基準信号Ｘを与えて発光させる。ステ
ップＦ３１２にでは、先に画素Ｒｍｎについて補正係数格納部６ｂに記憶させた補正係数
による補正を与えるが、基準画素Ｒ１１の場合に限っては、実質的に補正はない。例えば
補正値を乗算係数とした場合は、基準画素Ｒ１１についての補正係数＝１（加減算値とし
た場合は補正値＝０）であるためである。
　そしてステップＦ３１３で信号処理部２は、発光させた画素Ｒｍｎ（＝基準画素Ｒ１１
）に対応する列補正センサ、この場合、列補正センサＳ０１の検出値を、検出信号生成部
７から取り込んで信号処理部２の内部で記憶する。
【００６７】
　次に信号処理部２はステップＦ３１４で、変数ｎをインクリメントし、ステップＦ３１
５で、画素Ｒｍｎ（この場合画素Ｒ１２）について、基準信号Ｘ（無補正）を与えて発光
させる。
　ステップＦ３１６では信号処理部２は、発光させた画素Ｒｍｎ（＝Ｒ１２）に対応する
列補正センサ、この場合、列補正センサＳ０１の検出値を、検出信号生成部７から取り込
んで信号処理部２の内部で記憶する。つまり直前のステップＦ３１３と同一の列補正セン
サの検出値である。
【００６８】
　信号処理部２は、ステップＦ３１７で、上記ステップＦ３１３及びＦ３１６で取り込ん
だ両検出値を用いて補正係数を算出する。即ちこの場合、両検出値とは、基準画素Ｒ１１
、Ｒ１２について列補正センサＳ０１で検出した発光輝度の値である。
　この両検出値の差分または比から、画素Ｒ１２を、基準画素Ｒ１１と同一の輝度で発光
させるための補正係数を得ることができる。
　そしてステップＦ３１８では、算出された補正係数を、画素Ｒ１２についての補正係数
として補正係数格納部６ｂに記憶する。
【００６９】
　そしてステップＦ３０２に進む。Ｒ画素群としての２列目の先頭の画素Ｒ１２について
補正係数が設定されたため、以降、ステップＦ３０２～Ｆ３０８を、当該２列目の各画素
について実行することになる。
　即ちまず画素Ｒ１２を、補正係数で補正した基準信号Ｘで発光させて画素補正センサＳ
１４で輝度検出を行う（Ｆ３０２，Ｆ３０３）。次に画素Ｒ２２を無補正の基準信号Ｘで
発光させて画素補正センサＳ１４で輝度検出を行う（Ｆ３０４，Ｆ３０５，Ｆ３０６）。
そして、両検出値から、画素Ｒ２２を、画素Ｒ２１と同一の輝度（つまり基準画素Ｒ１１
と同一輝度）で発光させるための補正係数を得、算出された補正係数を、画素Ｒ２２につ
いての補正係数として補正係数格納部６ｂに記憶する（Ｆ３０７，Ｆ３０８）。
【００７０】
　以降、順次、画素Ｒ２２，Ｒ３２、画素Ｒ３２とＲ３４・・・とステップＦ３０２～Ｆ
３０８の処理を行い、最終行の画素ＲM２まで補正係数を設定する。
　すると今度は、画素Ｒ１２とＲ１３の関係で列補正センサＳ０４を用いてステップＦ３
１１～Ｆ３１８の処理を行い、その後、ステップＦ３０２～Ｆ３０８で、Ｒ画素群として
の第３列目の画素（画素Ｒ１３～ＲＭ３）までの補正係数設定を行う。
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　このような処理を繰り返し、最終行、最終列のダミー画素ＲMNの設定が終わった時点で
、ステップＦ３１０で変数ｎ＝Ｎとなり、Ｒ画素群の全画素に対する補正係数設定が終了
する。
【００７１】
　補正係数設定処理は、以上で完了するわけであるが、ステップＦ３１９～Ｆ３２１では
、後述する通常の表示動作実行中の補正係数更新処理のために必要な処理を行う。
　信号処理部２はステップＦ３１９では、或るダミー画素（例えばダミー画素Ｒ１N）を
基準信号Ｘで発光させる。この場合、基準信号Ｘはダミー画素Ｒ１Nについて設定した補
正係数で補正してからデータドライバ４に与える。
　ステップＦ３２０では、特定の光センサでダミー画素Ｒ１Nの発光輝度の検出値を取り
込む。特定の光センサとは、後述する補正係数更新処理で同じくダミー画素Ｒ１Nの発光
輝度を検出する光センサである。例えば図５の場合、ダミー画素Ｒ１Nの直下の画素補正
センサとすればよい。どの光センサをここでいう特定の光センサとして決めておくかは任
意であり、例えばとなりのダミー画素Ｇ１Nの直下の画素補正センサや、或いはダミー画
素Ｇ１Nの右上の列補正センサを、特定の光センサと決めても良い。
　なお、補正係数更新処理でダミー画素Ｒ１Nの発光輝度を検出するときは、有効画素領
域ＡＡは通常に表示を行っているため、有効画素の発光の影響を受けないようにすること
が適切である。そのためには、特定の光センサは、なるべく有効画素領域ＡＡから離れて
いることが望ましい。その意味では、ダミー画素Ｒ１Nの直下の画素補正センサより、ダ
ミー画素Ｇ１N或いはＢ１Nの直下の画素補正センサが適しているとも言える。
　信号処理部２はステップＦ３２１で、特定の光センサの検出値を、ダミー画素Ｒ１Nの
測定値としてダミー測定値格納部６ａに格納する。
【００７２】
　Ｇ画素群については図４のステップＦ１０３またはＦ２０３で、Ｂ画素群については図
４のステップＦ１０４またはＦ２０４で、図７と同様の処理が行われる。即ち図７におけ
る画素Ｒ１１～ＲMNを、Ｇ画素群については画素Ｇ１１～ＧMN、Ｂ画素群については画素
Ｂ１１～ＢMNとして考え、またそれぞれ対応する光センサを用いればよい。
【００７３】
　このような処理を行うことにより、補正係数更新対象とする全画素（少なくとも有効表
示領域の全画素）について、補正係数が設定されることになる。
　特にパワーオン時、またはパワーオフ時に補正係数更新が行われることで、経時劣化に
も対応して適切な補正係数が補正係数格納部６に格納されるように適宜更新されることに
なる。
　その上で、本例の場合、各画素の補正係数は基準画素Ｒ１１から順次、共通の光センサ
での輝度検出値に基づいて算出される。これは、補正係数算出の際に、各光センサの検出
ばらつきの影響を受けないことを意味する。
　従って補正係数は、各光センサの検出ばらつきの影響を排除した適切な値となる。
　これらによって本例の表示装置１は、輝度ムラのない高品質な画面表示を行うことがで
きる。
【００７４】
　またダミー画素も含めて、適切な補正係数設定が行われることになるが、これは後述す
る表示動作実行中にダミー画素を用いて行う補正係数更新処理を精度良く実行するという
点で好適となる。
【００７５】
　なお、以上の図７のような補正係数設定処理を実現するための光センサ配置例は、他に
も考えられる。
　例えば列補正センサは、第１行目の上側ではなく、第ｍ行目の下側において、異なる列
の同色画素から等距離の位置に配置されていてもよいし、配置が可能であれば、途中の行
の間に配置されていても良い。あくまでも、或る列の１つの画素と、異なる列の１つの同
色画素とから等距離の位置に設けられて、異なる列の画素同士で共通に発光輝度を検出で
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きるようにすればよい。
【００７６】
　また、図７の処理では列方向の画素について補正係数設定を行った後、列補正センサを
介して次の列の補正に進むようにしたが、先に第１行目の全Ｒ画素について補正を行い、
その後、各列で、画素補正センサを介して、順次列方向に並ぶＲ画素の補正係数設定を行
うようにすることもできる。もちろん他の順序も考えられ、どのような順序で各画素の補
正係数設定を行うかは、全く任意である。
【００７７】
　また、補正係数設定処理の例は図７に限られず、光センサの配置も多様な例が考えられ
る。いずれにしても、２以上の画素が共通の光センサによって輝度検出され、基準とする
画素に対して相対的に同一輝度の発光を行うための補正係数を設定することを、順次連鎖
的に全ての画素に行われるようにすればよい。すると、個々の光センサの検出ばらつきを
排除して、画面上の１の基準画素と同様の発光輝度を全画素で得られるようになる。
　このような補正係数設定を行うためには、光センサの配置が、全画素について上述の橋
渡し状態を形成していればよい。
【００７８】
　例えば図８，図９に示すような光センサの配置例も考えられる。画素の配置は上述した
図５，図６と同様である。
　図８に示すように、画素アレイ内において、○で示す画素補正センサが配置される。最
外周の画素の周囲には、先に述べた列補正センサは無く、この例では、○で示す画素補正
センサが列補正センサとしての機能も果たす。
【００７９】
　図９に拡大して示すが、各画素補正センサは、４つの同色画素から等距離の位置に配置
されている。
　例えば画素補正センサＳ１１は、画素Ｒ１１，Ｒ２１，Ｒ１２，Ｒ２２からそれぞれ等
距離の位置とされる。また画素補正センサＳ２１は、画素Ｒ２１，Ｒ３１，Ｒ２２，Ｒ３
２からそれぞれ等距離の位置とされる。Ｇ画素群、Ｂ画素群についても同様である。
　この画素補正センサは、対応する４つの画素同士の間で相対的な発光輝度の差分を検出
するものとされる。
　このような光センサの配置も、特定の一つの基準画素（例えばＲ画素群については画素
Ｒ１１）を起点として、全ての画素（画素ＲMNまでの全Ｒ画素）が、光センサ（画素補正
センサ）を介して橋渡しされているような状態を形成する。
　この場合、上記図７と同様の処理でもよいし、１つの光センサに対応する４つの画素を
１つのブロックとしてブロックごとに順次補正係数設定を行っていくこともできる。
　そしてこのセンサ配置例の場合、１つの画素補正センサで４つの画素の相関で補正係数
を算出するため、より精度の高い補正係数が得られる。
【００８０】
　また、図１０、図１１のような光センサ配置例も考えられる。
　図１０に示すように、画素アレイ内において、○で示す画素補正センサ及び●で示す列
補正センサが配置される。
　図１１に拡大して示すが、各画素補正センサは、４つの同色画素から等距離の位置に配
置されている。
　例えば画素補正センサＳ１１は、画素Ｒ１１，Ｒ２１，Ｒ１２，Ｒ２２からそれぞれ等
距離の位置とされる。また画素補正センサＳ２１は、画素Ｒ２１，Ｒ３１，Ｒ２２，Ｒ３
２からそれぞれ等距離の位置とされる。
　列補正センサは、隣接する同色の最上段のブロックにおける画素同士から等距離の位置
に配置される。
　例えば列補正センサＳ０１は、画素Ｒ１１，Ｒ２１，Ｒ１２，Ｒ２２のブロックと、こ
のブロックに隣接する画素Ｒ１３，Ｒ２３，Ｒ１４，Ｒ２４のブロックとを橋渡しするも
のとして、画素Ｒ１２と画素Ｒ１３から等距離の位置に配置される。
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　Ｇ画素群、Ｂ画素群についても同様である。
【００８１】
　このような光センサの配置も、特定の一つの基準画素（例えばＲ画素群については画素
Ｒ１１）を起点として、全ての画素（画素ＲMNまでの全Ｒ画素）が、光センサ（画素補正
センサまたは列補正センサ）を介して橋渡しされているような状態を形成する。
　従って、上記図７のような処理や、１つの画素補正センサに対応する４つの画素を１つ
のブロックとしてブロックごとに順次補正係数設定を行っていく処理を行うことで、全画
素について各光センサの検出ばらつきを排除した補正係数設定を行うことができる。
　またこの例では、光センサの数を大幅に削減できるという利点が得られる。
【００８２】
　また光センサの削減という観点からは、図１２のように、画素補正センサを、Ｒ、Ｇ、
Ｂ各色の画素で共用することも考えられる。
　つまりこの場合、各画素補正センサは、或る色の２つの同色発光画素に対して等距離で
あり、かつ、他の色の２つの同色発光画素に対しても等距離である位置に配置されている
。
　例えば画素補正センサＳ１１は、画素Ｒ１１，Ｒ２１から等距離で、かつ画素Ｇ１１、
Ｇ２１から等距離で、かつ画素Ｂ１１，Ｂ２１から等距離の位置となる。
　また画素補正センサＳ２１は、画素Ｒ２１，Ｒ３１から等距離で、かつ画素Ｇ２１、Ｇ
３１から等距離で、かつ画素Ｂ２１，Ｂ３１から等距離の位置となる。
　列補正センサについては共用していない。即ち画素Ｒ１１，Ｒ１２に対して列補正セン
サＳ０１が等距離に配置され、画素Ｇ１１，Ｇ１２に対して列補正センサＳ０２が等距離
に配置され、画素Ｂ１１，Ｂ１２に対して列補正センサＳ０３が等距離に配置される。
　このように画素補正センサを各色で共用できるように配置することでも、図７のような
処理は可能であり、その上で、光センサの数を大幅に削減できる。
【００８３】
［４．通常の表示動作実行中の処理］

　以上の補正係数設定処理を例えばパワーオンの際などに行うことで、経時劣化にも対応
して適切な補正係数を設定し、画面上の輝度ムラを低減できる。
　ところが表示装置１が、長時間、表示を継続するような使用をされる場合、補正係数設
定処理を行う機会がなかなか訪れないこととなる。そして長時間表示動作が継続すること
で、その間に画素毎に劣化の進行が異なり、画面上の輝度ムラが生じてくることもある。
発光輝度の劣化の進行は表示輝度によって異なり、表示実行中は各画素が映像内容によっ
て異なる輝度で発光しているためである。このことは、画素毎の補正係数が、長時間の表
示継続によって、適切でなくなっていくことを意味する。
【００８４】
　そこで本実施の形態では、表示実行中でも、例えば一定時間毎に、各画素の補正係数を
修正する補正係数更新処理を行うようにしている。
　ここではまず、一定時間毎の補正係数更新処理に至るまでの、通常の表示動作実行中の
処理について説明する。
【００８５】
　まず図１３で、メモリ部６の記憶内容を示しておく。
　ダミー測定値格納部６ａには、Ｒ、Ｇ、Ｂの各ダミー画素（例えばＲ１N，Ｇ１N，Ｂ１

N）について、上記図７のステップＦ３１９～Ｆ３２１で記憶した発光輝度の測定値Ｒ－
ＤＭ、Ｇ－ＤＭ、Ｂ－ＤＭが格納される。
　補正係数格納部６ｂには、上記図７のステップＦ３００～Ｆ３１０で設定した、各画素
毎の補正係数が記憶される。即ちＲ画素群について補正係数ＣR11～ＣRMN、Ｇ画素群につ
いて補正係数ＣG11～ＣGMN、Ｂ画素群について補正係数ＣB11～ＣBMNが記憶される。
【００８６】
　画素信号積算値格納部６ｃには、以下に述べる表示動作実行中の処理で、各有効画素の
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表示データ信号値を積算した積算値が記憶されていくことになる。即ちＲ画素群について
積算値ＱR11～ＱRM(N-1)、Ｇ画素群について積算値ＱG11～ＱGM(N-1)、Ｂ画素群について
積算値ＱB11～ＱBM(N-1)である。
【００８７】
　図１４（ａ）で通常の表示動作実行中の信号処理部２の処理を示す。
　信号処理部２には、毎フレームで各画素の表示データ信号が入力されるが、ステップＦ
６０１では、各画素の表示データ信号値を、その時点で画素信号積算値格納部６ｃに記憶
されている値に加算して更新する。
　例えば画素Ｒ１１について入力された表示データ信号値を「ＤR11」とすると、画素Ｒ
１１についての積算値ＱR11を、
　ＱR11＝ＱR11＋ＤR11

として更新する。他の全有効画素についても同様に積算して画素信号積算値格納部６ｃの
記憶値を更新する。
【００８８】
　そしてステップＦ６０２では、各画素についての表示データ信号値を、補正係数格納部
６ｂに記憶されている補正係数を用いて補正し、データドライバ４に供給する。
　なお、このとき、ダミー画素については表示データ信号値は入力されないが、信号処理
部２はダミー画素（Ｒ１N～ＲMN、Ｇ１N～ＧMN、Ｂ１N～ＢMN）に対する表示データ信号
を生成し、補正係数格納部６ｂに格納されているこれらの画素の補正係数を用いて補正し
てデータドライバ４に供給する。即ちダミー画素も発光駆動する。但し、後述する図１５
の処理で使用するダミー画素Ｒ１N（及びＧ１N、Ｂ１N）以外は、全く発光させなくても
よい。
　ダミー画素に与える表示データ信号値は、有効画素領域ＡＡ内の画素に対する表示デー
タ信号値をそのまま用いればよい。例えば隣接する列の画素（Ｒ１(N-1)～ＲM(N-1)、Ｇ
１(N-1)～ＧM(N-1)、Ｂ１(N-1)～ＢM(N-1)）の表示データ信号値を、ダミー画素（Ｒ１N

～ＲMN、Ｇ１N～ＧMN、Ｂ１N～ＢMN）の表示データ信号値として用い、補正してデータド
ライバ４に供給する。もちろん他の画素（例えば画面中央付近の画素）の表示データ信号
値をダミー画素用として流用してもよい。
【００８９】
　以上のステップＦ６０１，Ｆ６０２の処理を、通常表示動作の終了と判断されるまで（
Ｆ６０３）、フレーム毎に繰り返す。
　従って、フレーム単位の表示データ信号が入力されるたびに、信号処理部２は画素信号
積算値格納部６ｃの値を積算更新していき、またダミー画素を含めて全画素について、補
正係数を用いて補正した状態で表示駆動させるようにする。
【００９０】
　ステップＦ６０１で更新する画素信号積算値格納部６ｃの積算値は、後述する補正係数
更新処理の際に各画素の劣化の進行度合いを推定する情報となる。劣化の進行度合いは、
表示輝度によって異なるが、各表示データ信号値（発光させる階調値）を積算していけば
、その平均値として、補正係数更新処理を実行するまでの期間の平均的な輝度階調を求め
ることができるためである。
　またステップＦ６０２で、ダミー画素についても発光させるのは、ダミー画素にも表示
内容に応じた劣化を発生させるためである。
【００９１】
　なお、画素信号積算値格納部６ｃの積算値は、毎フレーム更新していくことが望ましい
が、すると、積算値の値が大きくなり、画素信号積算値格納部６ｃとしての記憶容量が多
大となる。そこで、記憶容量が制限される場合などは、適度な間隔で積算値更新を行うよ
うにしても良い。例えば１分に１回、５分に１回などである。
　図１４（ｂ）に、その場合の処理例を示す。
　信号処理部２はステップＦ６５０で、例えば５分に１回などの積算タイミングに至った
か否かを判定する。積算タイミングでなければステップＦ６５２に進み、現在のフレーム
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の表示データ信号については、補正処理を行って補正後の表示データ信号（ダミー画素も
含む）をデータドライバ４に供給する。
　一方、積算タイミングとなった場合は、そのフレームの表示データ信号については、ス
テップＦ６５１で、画素信号積算値格納部６ｃの積算値の更新を行い、ステップＦ６５２
で補正処理を行って補正後の表示データ信号（ダミー画素も含む）をデータドライバ４に
供給する。これをステップＦ６５３で表示終了とされるまで繰り返す。
【００９２】
［５．第１の補正係数更新処理例］

　通常の表示動作実行中は、以上の図１４（ａ）又は（ｂ）の処理を行いながら、所定期
間毎に補正係数を修正する補正係数更新処理を行う。例えば３０分間隔、１時間間隔、５
時間間隔、１０時間間隔などの所定期間間隔で補正係数更新処理を行う。
　補正係数更新処理のタイミングとなったときに信号処理部２が実行する補正係数更新処
理の例を図１５に示す。なお図１５は１つの色（例えばＲ画素群）についての処理を示し
ている。Ｇ画素群、Ｂ画素群についても同様の処理を行うことになる。
【００９３】
　補正係数更新処理のタイミングとなったら、信号処理部２は図１５のステップＦ７０１
からＦ７０２に進み、補正係数更新処理を開始する。
　なお、通常の表示動作は実行してるため、図１４の処理と並行して図１５の処理を行う
ことになる。但し、図１５の補正係数更新処理を実行する間は、図１４（ａ）のステップ
Ｆ６０２（又は図１４（ｂ）のステップＦ６５２）では、ダミー画素に対する処理は行わ
ない。図１５の処理で例えばダミー画素Ｒ１Nを使用し、また他の使用しないダミー画素
はダミー画素Ｒ１Nの輝度測定に影響を与えないようにするため、発光させないようにす
る必要があるためである。
【００９４】
　図１５のステップＦ７０２では、ダミー画素（例えばＲ１N）を、基準信号Ｘで発光さ
せる。図１４の処理により、毎フレームでダミー画素を含めて表示データ信号値による発
光をさせているが、この補正係数更新処理を行うときは、ダミー画素についてはダミー画
素Ｒ１Nのみを、固定の階調値である基準信号Ｘを与えるようにする（他のダミー画素は
発光させない）。
　そしてステップＦ７０３で、信号処理部２は、検出信号生成部７からダミー画素Ｒ１N

に対応する特定の光センサの検出値を取り込む。特定の光センサとは、図７のステップＦ
３２０で用いた特定の光センサと同一の光センサである。
【００９５】
　ステップＦ７０４では、前回の検出値と、今回の検出値（直前のステップＦ７０３で得
た検出値）から、ダミー画素Ｒ１Nについての発光輝度の変化量（即ち通常は劣化量）を
判定する。
　前回の検出値とは、その時点でダミー測定値格納部６ａに記憶されている測定値Ｒ－Ｄ
Ｍ（図１３参照）である。このステップＦ７０４では、前回と今回の発光輝度の検出値（
測定値）を比較して、その差分を劣化量とする。
　そしてステップＦ７０４で信号処理部２は、劣化量から補正係数修正値を算出する。こ
の補正係数修正値は、補正係数格納部６ｂの現在のダミー画素Ｒ１Nについての補正係数
ＣR1Nを修正する値である。
　劣化が生じている場合は、その劣化分に相当するだけ補正係数を修正すれば、前回と同
一の輝度で発光させることができる。そこで基準信号Ｘに対する前回と今回の発光輝度の
差分（＝劣化量）又はその比に相当する補正係数修正値を求める。
　この補正係数修正値は、補正係数について発光輝度劣化を補償する値となる。
【００９６】
　しかしながら、ここで求めた補正係数修正値は、あくまでダミー画素Ｒ１Nについての
値である。
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　有効画素領域ＡＡの各画素は、それぞれ毎フレーム毎に多様な階調で発光しており、全
ての画素がダミー画素Ｒ１Nと同様に劣化が進行しているわけではない。
　そこで、各有効画素の劣化を推定して、補正係数修正値を調整する処理を行う。
【００９７】
　ステップＦ７０６で信号処理部２は、各画素の平均信号値を算出する。即ちその時点で
画素信号積算値格納部６ｃに記憶されている各Ｒ画素の積算値（ＱR11～ＱRM(N-1)）から
、各Ｒ画素の平均信号値（ＡＶＱR11～ＡＶＱRM(N-1)）を求める。
　なお、このとき、画素信号積算値格納部６ｃの各値（ＱR11～ＱRM(N-1)）として、平均
信号値（ＡＶＱR11～ＡＶＱRM(N-1)）の値に書き換える。今回の図１５の処理が終了した
後の図１４の処理での最初の積算値とするためである。
　そしてステップＦ７０７では、各Ｒ画素について平均信号値（ＡＶＱR11～ＡＶＱRM(N-

1)）を元に、所定の関数を用いて補正係数修正値を調整する。
【００９８】
　ステップＦ７０４で求めた補正係数修正値は基準信号Ｘについて測定した値に基づく。
　或るＲ画素の平均信号値が基準信号Ｘとほぼ同じであれば、その画素については補正係
数修正値はそのまま用いればよい。
　一方、或るＲ画素の平均信号値が基準信号Ｘより大きければ、それだけ画素劣化の進行
度合いが大きいと推定できる。
　また、或るＲ画素の平均信号値が基準信号Ｘより小さければ、それだけ画素劣化の進行
度合いが小さいと推定できる。
　平均信号値と基準信号Ｘとの差に応じて、所定の関数演算（一次関数又は二次関数）を
用いて補正係数修正値を調整することで、このような劣化度合いに応じた画素毎の補正係
数修正値を得ることができる。
【００９９】
　即ち発光輝度劣化に応じた補正係数の修正とは、表示データ信号値を高く補正する方向
に補正係数を修正するものであるが、例えば劣化進行度合いが大きい画素については、補
正係数を修正するための補正係数修正値の値が高くなり、劣化進行度合いが小さい画素に
ついては、補正係数を修正するための補正係数修正値の値が低くなるようにする。
【０１００】
　このように画素に応じて補正係数修正値を調整したうえで、その調整後の補正係数修正
値を用いて補正係数格納部６ｂにおける各Ｒ画素の補正係数を修正更新する。
　例えばステップＦ７０５でダミー画素Ｒ１Nの検出値から求めた補正係数修正値を「ｒ
Ｃ」とし、各Ｒ画素毎に平均信号値（ＡＶＱR11～ＡＶＱRM(N-1)）に応じて調整した各画
素の補正係数修正値を「ｒＣR11」～「ｒＣRM(N-1)」とすると、
　例えば補正係数格納部６ｂの補正係数ＣR11～ＣRM(N-1)について、
　ＣR11＝ＣR11＋ｒＣR11 （又はＣR11＝ＣR11×ｒＣR11）

　ＣR21＝ＣR21＋ｒＣR21 （又はＣR21＝ＣR21×ｒＣR21）
　ＣRM(N-1)＝ＣRM(N-1)＋ｒＣRM(N-1) （又はＣRM(N-1)＝ＣRM(N-1)×ｒＣRM(N-1)）
といように補正係数ＣR11～ＣRM(N-1)を修正更新していく。なお上記括弧内は、補正係数
修正値を比の値で求めた場合である。
【０１０１】
　なお、ダミー画素Ｒ１Nの補正係数ＣR1Nについては、
　ＣR1N＝ＣR1N＋ｒＣ　（又はＣR1N＝ＣR1N×ｒＣ）　
とすればよい。
【０１０２】
　ステップＦ７０７で以上のように補正係数の修正を行ったら、ステップＦ７０８で、ダ
ミー測定値格納部６ａの測定値Ｒ－ＤＭを、今回ステップＦ７０３で取り込んだ検出値に
更新する。次回の図１５の補正係数更新処理で、前回の検出値として用いるためである。
　そして図１５の処理を終える。
　このような図１５の処理を、Ｇ画素群、Ｂ画素群についても同様に行う。
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【０１０３】
　以上のように通常の表示動作実行中にも、例えば定期的に補正係数更新処理が行われる
ことで、長時間継続表示を行っていても、適宜、補正係数が適切な値に修正されていくこ
とになる。このため、例えパワーオンの際などの補正係数設定処理が長時間行われない場
合でも、所定時間毎に図１５の処理が行われて補正係数が最適化され、画面上の輝度ムラ
の発生を低減又は解消できる。
　またパワーオンの際等の補正係数設定処理では、ダミー画素も含めて光センサの検出ば
らつきを排除した精度の高い補正係数設定が行われているため、表示動作実行中のダミー
画素を用いた補正係数更新処理の精度も高いものとなる。
【０１０４】
　なお、以上の図１５の処理では、ダミー画素Ｒ１Nについて、基準信号Ｘのみで発光輝
度変化（劣化量）を測定し、補正係数修正値を得た。そして、各画素の平均信号値で補正
係数修正値を関数演算により調整し、その後、各画素について調整した補正係数修正値を
用いて補正係数の修正を行った。
　ここで、各画素について補正係数修正値を調整するための関数は、予め設定した固定の
関数、即ち補正係数修正値と、劣化推定量の関係をリニアもしくはノンリニアに規定する
関数であればよい。
　しかし、必ずしも常に固定の関数が適切とは限らない。そこで、より精密に補正係数の
修正を行うためには、複数の基準信号（例えば３つの異なる階調値の基準信号Ｘ、Ｙ、Ｚ
を用いる手法も考えられる。
【０１０５】
　例えばダミー画素Ｒ１Nについて、基準信号Ｘ，Ｙ，Ｚでそれぞれ発光輝度を測定する
。そして基準信号Ｘ，Ｙ，Ｚでそれぞれ前回の測定値と比較して、各階調Ｘ，Ｙ，Ｚでの
発光輝度の変化量（劣化量）を判定する。
　なおこのため、ダミー測定値格納部６ａには、図１６（ａ）のように、ダミー画素Ｒ１

Nについて、各基準信号Ｘ、Ｙ、Ｚによる前回の測定値Ｒ－ＤＭ（Ｘ）、Ｒ－ＤＭ（Ｙ）
、Ｒ－ＤＭ（Ｚ）を格納するようにして、今回の各検出値と比較する。ダミー画素Ｇ１N

、Ｂ１Nついても同様である。
【０１０６】
　例えば３点（３つの階調値）で劣化量を検出することで、階調値に対する劣化量の関数
カーブを求めることができる。
　すると、その関数を用い、各画素の平均信号値に応じて補正係数修正値を調整すれば、
より各画素についての補正係数修正を的確に算出でき、ひいては、各画素の補正係数を的
確に修正できることになる。
　もちろん２つの階調値の基準信号Ｘ、Ｙで実行したり、或いは４以上の階調値の各基準
信号で実行してもよい。
【０１０７】
［６．第２の補正係数更新処理例］

　第２の補正係数更新処理を説明する。この処理は、多数のダミー画素を用いる。そして
、上記のように処理過程で、各画素の平均信号値で補正係数修正値を調整するわけである
が、そのときに関数演算を用いず、適切に各画素に対応した補正係数修正値を得ることが
できるようにするものである。
【０１０８】
　図５に示したように、Ｒ画素群についてはダミー画素Ｒ１N～ＲMNのＭ個のダミー画素
が存在する。このため、最大Ｍ個のダミー画素を利用することができる。
　本例ではダミー画素Ｒ１N～ＲMNを全て利用する例を挙げる。
　ダミー測定値格納部６ａについては図１６（ｂ）に示すように、ダミー画素Ｒ１N～ＲM

Nに対応して測定値Ｒ１N－ＤＭ～ＲMN－ＤＭを記憶するようにする。Ｇ画素群のダミー画
素Ｇ１N～ＧMN、Ｂ画素群のダミー画素Ｂ１N～ＢMNについても同様である。即ち測定値Ｇ
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１N－ＤＭ～ＧMN－ＤＭ、測定値Ｂ１N－ＤＭ～ＢMN－ＤＭを記憶する。
【０１０９】
　また、パワーオンの際のＲ画素群に対する補正係数設定処理は図１７のようにする。図
１７は、ステップＦ３００～Ｆ３１０までは上記図７と同様であるが、ステップＦ３３０
～Ｆ３３５として、図１６（ｂ）のダミー測定値格納部６ａにダミー画素Ｒ１N～ＲMNに
対応する測定値Ｒ１N－ＤＭ～ＲMN－ＤＭを記憶する処理を行う。
【０１１０】
　即ちステップＦ３１０までの処理が終了したら、ステップＦ３２０で変数ｍ＝１とし、
ダミー画素Ｒ１Nを指定する状態とする。
　信号処理部２はステップＦ３２１では、ダミー画素Ｒ１Nを基準信号Ｘで発光させる。
この場合、基準信号Ｘはダミー画素Ｒ１Nについて設定した補正係数で補正してからデー
タドライバ４に与える。
　ステップＦ３３２では、特定の光センサでダミー画素Ｒ１Nの発光輝度の検出値を取り
込む。そしてステップＦ３３３で、特定の光センサの検出値を、ダミー画素Ｒ１Nの測定
値Ｒ１N－ＤＭとしてダミー測定値格納部６ａに格納する。
　この処理を、ステップＦ３３４で変数ｍ＝Ｍと判断されるまで、ステップＦ３３５で変
数ｍをインクリメントしながら繰り返す。
　これによってダミー画素Ｒ１N～ＲMNに対応する測定値Ｒ１N－ＤＭ～ＲMN－ＤＭがダミ
ー測定値格納部６ａに記憶される。
　Ｇ画素群、Ｂ画素群についても、この図１７と同様に補正係数設定処理を行う。
【０１１１】
　通常の表示動作実行中には、信号処理部２は図１４（ａ）又は（ｂ）の処理を行う。
　但し、図１４（ａ）のステップＦ６０２（又は図１４（ｂ）のステップＦ６５２）では
、ダミー画素Ｒ１N～ＲMNに対する発光駆動は、それぞれ特定の階調値で毎フレーム発光
させる処理となる。
　例えば階調数とダミー画素数Ｍに応じて、各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNに与える表示デー
タ信号値（階調値）を設定しておく。
　例えばダミー画素Ｒ１Nには最小階調値、ダミー画素ＲMNには最大階調値とし、ダミー
画素Ｒ２N～Ｒ(M-1)Nまでは、最小階調値から最大階調値の間を例えば等間隔に振り分け
た各階調値の表示データ信号を与えるようにする。もちろん必ずしも等間隔でなくても良
い。これにより、ダミー画素Ｒ１Nは最小階調値で常時発光し、ダミー画素Ｒ２Nは次の階
調値で常時発光し、・・・ダミー画素ＲMNは最大階調値で常時発光するという状態となる
。
【０１１２】
　補正値更新タイミングとなったら、補正係数更新処理として図１８の処理を行う。
　即ち信号処理部２は、補正係数更新処理のタイミングとなったら図１８のステップＦ７
５０からＦ７５１に進み、補正係数更新処理を開始する。
　なお、通常の表示動作は実行してるため、図１４の処理と並行して図１８の処理を行う
ことになる。但し、図１８の補正係数更新処理を実行する間は、図１４（ａ）のステップ
Ｆ６０２（又は図１４（ｂ）のステップＦ６５２）では、ダミー画素Ｒ１N～ＲMNに対す
る上記のようなそれぞれ固定の階調値での発光駆動は中止する。
【０１１３】
　信号処理部２はステップＦ７５１では変数ｍ＝１とし、ステップＦ７５２で、ダミー画
素Ｒｍｎ（つまりＲ１N）を、基準信号Ｘで発光させる。
　そしてステップＦ７５３で信号処理部２は、検出信号生成部７からダミー画素Ｒ１Nに
対応する特定の光センサの検出値を取り込む。特定の光センサとは、図１７のステップＦ
３３２でダミー画素Ｒ１Nについて用いた特定の光センサと同一の光センサである。
【０１１４】
　そしてステップＦ７５４で変数ｍ＝Ｍとなるまで、ステップＦ７５５で変数ｍをインク
リメントしながら、ステップＦ７５２，Ｆ７５３の処理を繰り返す。
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　従って、各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNについて、それぞれ基準信号Ｘで発光させた輝度の
検出値が、それぞれ図１７のステップＦ３２２で用いたのと同一の光センサによって取り
込まれることになる。
【０１１５】
　各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNについて今回の検出値を得たら、信号処理部２はステップＦ
７５６に進み、前回の検出値と、今回の検出値から、ダミー画素Ｒ１N～ＲMNのそれぞれ
についての発光輝度の変化量（即ち通常は劣化量）を判定する。
　前回の検出値とは、その時点でダミー測定値格納部６ａに記憶されている測定値Ｒ１N

－ＤＭ～ＲMN－ＤＭ（図１６（ｂ）参照）である。このステップＦ７５６では、各ダミー
画素Ｒ１N～ＲMNについて前回と今回の発光輝度の検出値（測定値）を比較して、その差
分を劣化量とする。
　つまり各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNについてそれぞれ劣化量を求める。
　そしてステップＦ７５７で信号処理部２は、各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNの劣化量から各
ダミー画素Ｒ１N～ＲMNの補正係数修正値を算出する。
【０１１６】
　続いてステップＦ７５８，Ｆ７５９では、補正係数修正値を各画素の劣化推定に応じて
補正係数修正値を調整した上で、各画素の補正係数を修正する。
　まずステップＦ７５８で信号処理部２は、各画素の平均信号値を算出する。即ちその時
点で画素信号積算値格納部６ｃに記憶されている各Ｒ画素の積算値（ＱR11～ＱRM(N-1)）
から、各Ｒ画素の平均信号値（ＡＶＱR11～ＡＶＱRM(N-1)）を求める。
　なお、このとき、画素信号積算値格納部６ｃの各値（ＱR11～ＱRM(N-1)）として、平均
信号値（ＡＶＱR11～ＡＶＱRM(N-1)）の値に書き換える。今回の図１８の処理が終了した
後の図１４の処理での最初の積算値とするためである。
　そしてステップＦ７５９では、各Ｒ画素について平均信号値（ＡＶＱR11～ＡＶＱRM(N-

1)）を元に、補正係数修正値を調整したうえ、補正係数修正値を用いて各画素の補正係数
を修正する。
【０１１７】
　ここで、各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNは、通常の表示動作実行中に、それぞれ異なる固定
の階調値で発光させている。
　従って、ステップＦ７５７で求めた各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNの補正係数修正値は、各
階調値での劣化度合いに応じた値となっている。
　例えばダミー画素Ｒ１Nについての補正係数修正値は、最小階調値で常時発光させた場
合の劣化に応じた値となっている。またダミー画素ＲMNについての補正係数修正値は最大
階調値で常時発光させた場合の劣化に応じた値となっている。
　つまり、各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNについての各補正係数修正値として、各種の平均信
号値に対応する補正係数修正値が得られていることになる。
　従って、各画素の補正係数修正値は、その平均信号値と一致又は近い階調値で発光させ
ていたダミー画素の補正係数修正値を用いればよい。例えば平均信号値が最大階調値に近
い画素は、ダミー画素Ｒ１Nとほぼ同様の劣化進行具合であると推定でき、また平均信号
値が階調値Ｌ１に近い画素は、階調値Ｌ１もしくはそれに近い階調値で発光させていたダ
ミー画素とほぼ同様の劣化進行具合であると推定できるためである。
【０１１８】
　そこで、各画素の補正係数修正値の調整として、関数演算で行うのではなく、画素の平
均信号値に近い階調値で発光させていたダミー画素を選択し、そのダミー画素についての
補正係数修正値を、その画素の補正係数修正値とする。このような対応付けを全画素につ
いて行い、各画素の補正係数修正値とする。
　このように各有効画素に応じて補正係数修正値を調整（この場合、選択）したうえで、
その補正係数修正値を用いて補正係数格納部６ｂにおける各Ｒ画素の補正係数を修正更新
する。
　ダミー画素Ｒ１N～ＲMNについては、それぞれ自身の画素について求めた補正係数修正
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値を用いて補正係数を修正すればよい。
【０１１９】
　ステップＦ７５９で以上のように補正係数の修正を行ったら、ステップＦ７６０で、ダ
ミー測定値格納部６ａの測定値Ｒ１N－ＤＭ～ＲMN－ＤＭを、今回ステップＦ７５３で取
り込んだ各ダミー画素Ｒ１N～ＲMNの検出値に更新する。次回の図１８の補正係数更新処
理で、前回の検出値として用いるためである。
　そして図１８の処理を終える。
　このような図１８の処理を、Ｇ画素群、Ｂ画素群についても同様に行う。
【０１２０】
　以上の処理によっても、通常の表示動作実行中に例えば定期的に補正係数更新処理が行
われることになるため、長時間継続表示を行っていても、適宜、補正係数が適切な値に修
正されていく。このため、例えパワーオンの際などの補正係数設定処理が長時間行われな
い場合でも、所定時間毎に図１８の処理が行われて補正係数が最適化され、画面上の輝度
ムラの発生を低減又は解消できる。
【０１２１】
［７．変形例］

　以下、各種の変形例を述べる。
　図１５，図１８のような補正係数更新処理は一定時間間隔でなくてもよい。例えば何ら
かの手法で全体的な劣化の進行具合を認識して、或る程度の発光輝度劣化が生じているこ
とが推定される場合を補正係数更新処理のタイミングとしても良い。
　例えば上記図１８の第２の補正係数更新処理のように、通常表示動作時に、ダミー画素
にそれぞれ固定の階調値を与える場合、その間に光センサで輝度を適時に測定していくこ
とで、劣化の進行の程度が推定可能である。従って、劣化の進行が或る程度あることを検
出した時点で、補正係数更新処理を行うということも考えられる。
　また、ユーザの操作等によって補正係数更新処理を開始するようにしてもよい。
【０１２２】
　また図７のような補正係数設定処理についても、システムの起動時、終了時以外にも、
ユーザの操作に応じて、一旦通常の表示動作を停止して実行するようにしてもよい。
【０１２３】
　また上記図１５の第１の補正係数更新処理では、Ｒ画素群については１つのダミー画素
Ｒ１Nのみというように、１つのダミー画素を用いているが、ダミー画素Ｒ１N～ＲMNのＭ
個のダミー画素を利用することも考えられる。
　例えばその場合、図１７，図１８で述べたように各ダミー画素について発光輝度の測定
を行い、その各ダミー画素についての測定値の平均値を、前回の平均測定値と比較して補
正係数修正値を求めるというように、図１５の処理を変形してもよい。
【０１２４】
　また、パワーオンの際等に行う図７のような補正係数設定処理については、画面全体の
画素について順次、補正係数設定を行っていくため、比較的時間を要する。
　この処理時間を短縮するには、例えば画面上を複数の領域に分け、領域毎に並行して図
７の処理を行うことが考えられる。但し、各領域での基準画素については、先に相関をと
って、補正係数を設定しておくことが必要である。例えば第１行目の画素のみ先に補正係
数を設定し、その後、２つの領域で、第１行目の或る画素を基準画素として用いて並行処
理を行うようにすればよい。
【０１２５】
　また、図７の補正係数設定処理では、各画素についての発光輝度の測定と補正係数設定
を順次行うようにしているが、先に全画素について発光輝度の測定のみを行ってしまって
も良い。画素間の相関をとるため、各画素の発光輝度は、それぞれ対応する２つの光セン
サで発光輝度を測定する。そして全画素を測定した後、測定された検出値を用いた演算で
、各画素の補正係数を算出する。このようにすると、演算処理負担は増えるが、全体の処
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【０１２６】
　また、光センサを等間隔に配置する事が困難な場合には、光センサからの距離と感度の
関係式をあらかじめ求めておく事で、不等間隔の測定差を補正することも考えられる。
　また、図７の補正係数設定処理についても、測定する際の基準信号は或る階調の１つの
基準信号Ｘだけでなく、例えば高輝度階調信号の基準信号Ｘと低輝度階調の基準信号Ｙの
２つ、もしくはそれ以上の信号を入力して測定することで補正係数の精度を高めることも
出来る。
【０１２７】
　また、一つの光センサで隣接する複数の画素を測定する時に、基準信号Ｘの値を変化さ
せて輝度データを比較する事で、滅点や半滅点の検出も出来る。
　また、各画素を複数の光センサで測定を行うので、輝度データを比較する事で光センサ
の故障を検出することも出来る。
【０１２８】
　なお、光センサの配置例は各種説明したが、ＲＧＢ各画素配列によって、センサ位置は
異なり、また多様に考えられることは言うまでもない。
　また実施の形態では有機ＥＬパネルを用いた表示装置について説明したが、有機ＥＬパ
ネル以外でも自発光画素による表示パネルを用いた表示装置でも本発明は適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】本発明の実施の形態の表示装置の要部のブロック図である。
【図２】実施の形態の有機ＥＬパネルの説明図である。
【図３】実施の形態の有機ＥＬパネルの画素回路の説明図である。
【図４】実施の形態のパワーオン／オフ時の処理のフローチャートである。
【図５】実施の形態の補正係数設定処理に係る光センサ配置の説明図である。
【図６】実施の形態の補正係数設定処理に係る光センサ配置の拡大説明図である。
【図７】実施の形態の補正係数設定処理のフローチャートである。
【図８】実施の形態の他の光センサ配置例の説明図である。
【図９】実施の形態の他の光センサ配置例の拡大説明図である。
【図１０】実施の形態のさらに他の光センサ配置例の説明図である。
【図１１】実施の形態のさらに他の光センサ配置例の拡大説明図である。
【図１２】実施の形態の各色共用した光センサ配置の説明図である。
【図１３】実施の形態のメモリ部の記憶情報の説明図である。
【図１４】実施の形態の通常の表示動作実行中の処理のフローチャートである。
【図１５】実施の形態の第１の補正値更新処理のフローチャートである。
【図１６】実施の形態のダミー測定値格納部の他の記憶情報例の説明図である。
【図１７】実施の形態の他の補正係数設定処理のフローチャートである。
【図１８】実施の形態の第２の補正値更新処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　表示装置、２　信号処理部、３　ゲートドライバ、４　データドライバ、５　有機
ＥＬパネル、６　メモリ部、６ａ　ダミー測定値格納部、６ｂ　補正係数格納部、６ｃ　
画素信号積算値格納部、７　検出信号生成部、１０　画素回路、１１　ドライブスキャナ
、１２　ライトスキャナ
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【図１５】 【図１６】
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